(19) (1DE 10 2004 054 104 A1 2005.06.23

Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2004 054 104.3 1) ntc.”: B24B 53/06
(22) Anmeldetag: 09.11.2004
(43) Offenlegungstag: 23.06.2005

(30) Unionsprioritat: (74) Vertreter:
2003-396029 26.11.2003 JP Berendt und Kollegen, 81667 Miinchen
(71) Anmelder: (72) Erfinder:
Tokyo Seimitsu Co. Ltd., Mitaka, Tokio/Tokyo, JP; Katayama, Ichiro, Tsuchiura, Ibaraki, JP;
Tosei Engineering Corp., Tsuchiura, Ibaraki, JP Nakamura, Youichi, Tsuchiura, Ibaraki, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthommen
(54) Bezeichnung: Verfahren zum Abrichten einer Anfasscheibe und Anfasvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Anfasvorrichtung 10
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selben Achse wie eine Auenumfangs-Grobschleifscheibe 59

(52B) hat, und es wird eine Abrichtscheibe (41) auf dersel- 50 02 (<= 20
ben Achse wie die Drehachse eines Aufspanntisches (34) z‘ 53 56 }
vorgesehen, welche mit auf dem Aufspanntisch (34) ange- 60 57 54

brachten scheibenahnlichen Gegenstand (W) eine Drehbe- 61 8 55 9w
wegung ausfiihrt. Eine Ausnehmung wird an einer Anfas- 34
scheibe dadurch ausgebildet, da eine Ausnehmungsge- 527 51 3% 41
stalt der Masterscheibe (52A) auf einen AuRenumfang der
Abrichtscheibe (41) Ubertragen wird, und eine AulRenum-
fangsgestalt der Abrichtscheibe (41) wird auf die Anfas-
scheibe Ubertragen, so dalk eine Ausnehmung mit einer ge-
wunschten Gestalt auf einfache Weise an der Anfasschei-
be in der Maschine mit hoher Genauigkeit ausgebildet wer-
den kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung befal’t sich mit einem Verfah-
ren zum Abrichten einer Anfasscheibe und einer An-
fasvorrichtung, und insbesondere bezieht sich die Er-
findung auf ein Verfahren zum Abrichten einer Anfas-
scheibe, welche Wafer (Halbleiterscheiben bzw.
Halbleiterplatichen) fir eine Halbleitereinrichtung,
eine elektronische Komponente oder dergleichen,
anfast und eine Anfasvorrichtung.

[0002] Metall oder Harz wird hauptsachlich als ein
Bindemittel fir eine Schleifscheibe zum Ausfiihren
einer Anfasbearbeitung an einem Wafer aus Silizium
oder dergleichen eingesetzt, bei dem es sich um ein
Material handelt, das sehr briichig ist.

[0003] Eine Schleifscheibe mit Metallbindung hat
den Vorteil, daR die Schleifkérner mit hoher Kraftge-
halten sind, aber es ist schwierig, den Mittelpunkt ei-
ner Schleifscheibe und den Mittelpunkt einer Spindel
genau auszurichten, wenn die Schleifscheibe an der
Spindel angebracht ist, und zwar selbst dann, wenn
enge Toleranzen eingehalten werden. Die Schleif-
scheibe mit Metallbindung hat daher den Nachteil,
dafl man am AuRenumfang leicht Rundlauffehler hat.

[0004] Andererseits hat eine Schleifscheibe mit
Harzbindung keine so starke Haftkraft fuir die Schleif-
korner, aber sie hat den Vorteil, dafl man das Auftre-
ten von einem Rundlauffehler dadurch vermeiden
kann, dal man eine Ausnehmung an der Schleif-
scheibe (eine Ausnehmung fir die Anfasbearbei-
tung) neu dadurch erzeugen kann, dafs man das Ab-
richten durchfiihrt, nachdem die Schleifscheibe an
der Spindel angebracht ist.

[0005] Wenn jedoch die Schleifscheibe mit Harzbin-
dung mit einer Anfaseinrichtung abgerichtet wird, be-
noétigt man zusatzlich eine Abrichteinrichtung, und
daher ergibt sich der Nachteil, daR die gesamte An-
faseinrichtung groRe Abmessungen bekommt, und
kompliziert wird, da die Abrichteinrichtung mit der An-
faseinrichtung verbunden ist.

Stand der Technik

[0006] Es wurde ein Abrichtwerkzeug und eine Wa-
feranfaseinrichtung vorgeschlagen, welche ein Ab-
richtwerkzeug hat, welche das Abrichten der Schleif-
scheibe mit Hilfe einer einfachen Einrichtung gestat-
tet, wie einer Kompensationseinrichtung fir derartige
Nachteile (siehe hierzu veroffentlichte japanische Pa-
tentanmeldung No. 11-347901).

[0007] Wenn man bei diesem Abrichtwerkzeug und
der Waferanfaseinrichtung mit dem Abrichtwerkzeug
das Abrichtwerkzeug derart einsetzt, dal} die Abricht-
scheibe, welche eine vorbestimmte Form hat, fest an
einem Auflenumfangsteil eines Basismaterials ange-
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bracht wird, welche scheibenférmig ausgestaltet ist,
dieses Abrichtwerkzeug auf derselben Achse wie der
Wafertisch angeordnet ist, und der Wafertisch und
die Schleifscheibe relativ nahe beieinander eine
Drehbewegung ausfihren, wodurch ein Auflenum-
fangsteil des Abrichtwerkzeugs in Kontakt mit dem
AuBenumfang der Schleifscheibe zum Abrichten der
Schleifscheibe gebracht wird.

[0008] Bei dem Abrichtverfahren nach der veréffent-
lichten japanischen Patentanmeldung No. 11-347901
hat das Abrichtwerkzeug ein Auflenumfangsteil, wel-
ches eine vorbestimmte Form hat, und welches auf
derselben Achse wie der Wafertisch angeordnet ist.
Wenn jedoch das Abrichtwerkzeug aufgebraucht ist,
und eine Deformation erfahrt, oder wenn die Anfas-
form des Wafers sich andert, mul wiederum ein neu-
es Abrichtwerkzeug montiert werden.

[0009] Jedes mal wenn ein neues Abrichtwerkzeug
montiert wird, mul} das Abrichtwerkzeug bezliglich
der Drehachse zentriert ausgerichtet werden, und so-
mit verbringt geschultes Personal sehr viel Zeit zum
Auswechseln der Abricht-Werkzeuge.

Aufgabenstellung

[0010] Die Erfindung wurde unter Bericksichtigung
der vorstehend genannten Umstédnde geschaffen
und zielt darauf, ein Abrichtverfahren und eine Anfas-
vorrichtung bereitzustellen, welche auf einfache Wei-
se die Formen der Ausnehmungen der Anfasscheibe
abrichten kann, welche bei einer Vorrichtung zum An-
fasen eines scheibenahnlichen Gegenstands mit ei-
ner gewinschten Gestalt eingesetzt wird.

[0011] Nach der Erfindung wird hierzu ein Abricht-
verfahren fir eine Anfasscheibe zur Durchfiihrung
der Anfasbearbeitung an einem Umfangsrand eines
scheibenférmigen Gegenstands bereitgestellt, wel-
che sich dadurch auszeichnet, daR® es die Schritte
umfaldt, gemal denen die Anfasbearbeitung an einer
Abrichtscheibe mit einer Muster- bzw. Bezugsschei-
be (Masterscheibe) durchgefihrt wird, welche eine
gewinschte Ausnehmungsgestalt hat, und eine Um-
fangsrandgestalt der Abrichtscheibe mit einer ge-
wilinschten angefasten Form versieht, und dal die
Ausnehmungsform der Masterscheibe auf die Anfas-
scheibe dadurch Ubertragen wird, dal man eine Aus-
nehmungsbearbeitung oder eine abtragende Bear-
beitung an der Anfasscheibe mit der angefasten Ab-
richtscheibe durchfihrt, um die Nut mit der ge-
wilinschten Gestalt an der Anfasscheibe auszubilden.

[0012] Gemal dem Abrichtverfahren fir die Anfas-
scheibe nach der Erfindung wird die Ausnehmung an
der Anfasscheibe dadurch ausgebildet, dal} die Aus-
nehmungsgestalt der Masterscheibe auf den AulRen-
umfang der Abrichtscheibe Ubertragen wird, und die
AuRenumfangsgestalt der Abrichtscheibe auf die An-
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fasscheibe Ubertragen wird, so dal® man eine Aus-
nehmung mit einer gewiinschten Gestalt auf einfache
Weise mit hoher Prazision an der Anfasscheibe aus-
bilden kann. Wenn die Abrichtscheibe aufgebraucht
ist und Verformungen auftreten, kann man die Ab-
richtscheibe leicht reparieren.

[0013] Gemal einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung wird eine GC-(Siliziumcarbid im Rohzu-
stand)-Scheibe oder eine WA- (weile Aluminiumo-
xidschmelz)-Scheibe flr die Abrichtscheibe einge-
setzt, so dall man gemal einem weiteren Merkmal
mit diamantbesetzte Schleifscheibe mit Metallbin-
dung oder einer Schleifscheibe in elektroplatierter
Form mit Diamanten als Masterschleifscheibe einset-
zen kann, und eine Scheibe mit Diamanten- und
Harzbindung als Anfasschleifscheibe bzw. Anfas-
scheibe einsetzen kann. Zusatzlich zeichnet sich die
Anfasscheibe dadurch aus, dal} sie abgerichtet ist
und eine Schleifscheibe fir eine abschlieRende
Schleifbearbeitung bilden kann.

[0014] Gemal der Erfindung ist die Anfasscheibe
eine Anfasscheibe zur abschlieRenden Schleifbear-
beitung und eine diamantenbesetzte Scheibe mit
Harzbindung, so dal® diese Scheibe eine ausge-
zeichnete Scheibenqualitat hat, so da® man sehr gut
bearbeitete Endflachen erhalt. Aufgrund der Scheibe
mit Harzbindung laft sich das Abrichten mit einer Ab-
richtscheibe einer GC-Scheibe oder einer WA-Schei-
be durchfiihren, und da die Abrichtscheibe eine
GC-Scheibe oder eine WA-Scheibe ist, l1alkt sich die
Abrichtscheibe auf einfache Weise mittels der Mas-
terscheibe ausbilden, welche von einer diamanten-
besetzten Scheibe mit Metallbindung oder einer dia-
mantenbesetzten elektroplattierten Scheibe gebildet
wird.

[0015] Gemal einem weiteren Merkmal nach der
Erfindung 18Rt sich eine Formversatzgréfie berick-
sichtigen, die bei der Ubertragung der Ausneh-
mungsform auftritt, wobei die FormversatzgréRe sich
in der Gestalt der Ausnehmung an der Masterscheibe
niederschlagt.

[0016] Gemal einem weiteren Merkmal nach der
Erfindung erkennt man bei der Ubertragung der Aus-
nehmungsgestalt der Masterscheibe auf die Anfas-
scheibe Uber die Abrichtscheibe die Ubertragene
FormversatzgroRe, welche aufgrund eines Rundlauf-
fehlers, einer Ablenkung oder dergleichen, bei den je-
weiligen Scheiben auftritt, im vorhinein bei der Ge-
stalt der Ausnehmung an der Masterscheibe, und da-
her ist die Ausnehmungsgestalt der Anfasscheibe mit
hoher Prazision ausgelegt.

[0017] Wenn bei der Erfindung die Anfasbearbei-
tung auf der Abrichtscheibe mit der Masterscheibe
durchgefiihrt wird, und eine Querschnittsgestalt der
Ausnehmung, welche auf der Masterscheibe ausge-
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bildet ist, als eine Querschnittsgestalt des Umfangs-
randes der Abrichtscheibe Ubertragen wird, werden
die Masterscheibe und die Abrichtscheibe relativ be-
wegt, um eine Ubertragene Gestalt durch eine vorbe-
stimmte GréRe abzuandern. Ferner wird erreicht,
dall dann, wenn die Ausnehmungsbearbeitung an
der Anfasscheibe mittels der Abrichtscheibe durch-
geflhrt wird, die Ausnehmungsgestalt der Master-
scheibe auf die Anfasscheibe Ubertragen wird, wobei
die Abrichtscheibe und die Anfasscheibe relativ zu-
einander bewegt werden, um eine Ubertragungsge-
stalt mit einer vorbestimmten Grofle abzuandern.

[0018] Hierbei wird ein Korrekturvorgang fur die
Ubertragene Gestalt bei der Ubertragung von der
Masterscheibe auf die Abrichtscheibe und bei der
Ubertragung von der Abrichtscheibe auf die Anfas-
scheibe vorgenommen, und somit erhalt man eine
Gestalt einer Ausnehmung, welche ausgehend von
der Ausnehmungsgestalt der Masterscheibe von ei-
ner gewilnschten Ausnehmungsgestalt abgeandert
wurde. Folglich 1aRt sich die Anfasbearbeitung derart
vornehmen, dafl die endglltige angefaste Gestalt
des scheibenahnlichen Gegenstands eine ge-
wiinschte Gestalt annimmt.

[0019] Ferner wird vorzugsweise bei der Erfindung
ein Schritt vorgesehen, bei dem die Anfasbearbei-
tung am Umfangsrand des scheibenahnlichen Ge-
genstands unter Einsatz der abgerichteten Anfas-
scheibe durchgefuhrt wird, die Querschnittsgestalt
des Umfangsrandes des scheibenahnlichen Gegen-
stands nach der Bearbeitung bemessen wird, und
eine BewegungsgroRe der Relativbewegung nach
MaRgabe eines Messwerts fir die Querschnittsge-
stalt korrigiert wird.

[0020] Hierbei wird die Querschnittsgestalt des Um-
fangsrandes des angefasten, scheibendhnlichen Ge-
genstands vermessen, und der Wert wird zurtickge-
fuhrt zu der Korrekturbearbeitung fiir die Gbertragene
Gestalt. Somit [&Rt sich die Anfasbearbeitung an dem
scheibenahnlichen Gegenstand auf eine genaue
Querschnittsgestalt vornehmen.

[0021] Eine Anfasvorrichtung nach der Erfindung ist
eine Anfasvorrichtung zur Durchfihrung der Anfas-
bearbeitung an einem Umfangsrand eines scheiben-
ahnlichen Gegenstands und zeichnet sich dadurch
aus, dal eine Masterscheibe vorgesehen ist, die auf
derselben Achse wie eine AulRenumfangsgrob-
schleifscheibe vorgesehen ist, die zum Grobanfasen
des Umfangsrandes des scheibenahnlichen Gegen-
stands dient, und eine gewlinschte Ausnehmungsge-
stalt hat, ferner eine Abrichtscheibe auf derselben
Achse wie die eine Drehachse eines Aufspannti-
sches vorgesehen ist, welcher sich mit dem auf dem
Aufspanntisch angebrachten scheibenahnlichen Ge-
genstand dreht, und eine Feinschleifscheibe vorge-
sehen ist, welche eine AbschluRanfasung am Um-
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fangsrand des scheibenahnlichen Gegenstands vor-
nimmt. Ferner zeichnet sich die Vorrichtung dadurch
aus, dal} die Anfasbearbeitung an der Abrichtscheibe
mit der Masterscheibe durchgefihrt wird, und die
Umfangsrandgestalt der Abrichtscheibe zu einer ge-
wiinschten angefasten Gestalt ausgebildet wird, die
Ausnehmungsgestalt der Masterscheibe auf die
Feinschleifscheibe dadurch Ubertragen wird, dafl
eine Ausnehmungsbearbeitung von der Feinschleif-
scheibe mit der angefasten Abrichtscheibe durchge-
fuhrt wird, um ein Abrichten zur Ausbildung der Aus-
nehmung mit einer gewlnschten Gestalt an der Fein-
schleifscheibe vorzunehmen, und daf} die Abschluf3-
anfasung des Umfangsrandes des scheibenahnli-
chen Gegenstands mit der abgerichteten Feinschleif-
scheibe durchgefiihrt wird.

[0022] Bei der Anfasvorrichtung nach der Erfindung
wird die Ausnehmung auf der Anfasscheibe durch die
Ubertragung der Ausnehmungsgestalt der Master-
scheibe Ubertragen, welche auf derselben Achse wie
die Aulenumfangsgrobschleifscheibe auf dem Au-
Renumfang der Abrichtscheibe vorgesehen ist, wel-
che auf derselben Achse wie die Drehachse des Auf-
spanntisches vorgesehen ist, so dal® die Auflenum-
fangsgestalt der Abrichtscheibe auf die Anfasscheibe
Ubertragen wird, und sich somit die Ausnehmung mit
einer gewunschten Gestalt auf einfache Weise an der
Anfasscheibe bei der Uberarbeitung mit hoher Ge-
nauigkeit ausbilden [af3t. Selbst wenn die Abricht-
scheibe verbraucht ist und eine Deformation auftritt,
kann die Abrichtscheibe auf einfache Weise an der
Maschine repariert werden.

[0023] Die Anfasvorrichtung nach der Erfindung
umfaldt ferner eine Steuereinrichtung zum relativen
Bewegen der Masterscheibe und der Abrichtscheibe,
um die Ubertragene Gestalt um eine vorbestimmte
GrolRe zu verandern, wenn die Anfasbearbeitung auf
der Abrichtscheibe mit der Masterscheibe durchge-
fuhrt wird, und die Querschnittsgestalt der Ausneh-
mung, welche auf der Masterscheibe ausgebildet ist,
wird auf die Querschnittsgestalt des Umfangsrandes
der Abrichtscheibe Ubertragen. Hierbei ist eine Steu-
ereinrichtung vorgesehen, welche die Abrichtscheibe
und die Feinschleifscheibe relativ bewegt, um die
Ubertragene Gestalt um eine vorbestimmte Grof3e zu
verandern, wenn die Ausnehmungsbearbeitung an
der Feinschleifscheibe mit der Abrichtscheibe erfolgt,
und die Ausnehmungsgestalt der Masterscheibe auf
die Feinschleifscheibe ubertragen wird.

[0024] GemaR einem weiteren Merkmal nach der
Erfindung laft sich der Korrekturvorgang fir die tUber-
tragene Gestalt bei der Ubertragung auf die Abricht-
scheibe von der Masterscheibe und bei der Ubertra-
gung von der Abrichtscheibe auf die Anfasscheibe
vornehmen, und somit kann man eine Ausneh-
mungsgestalt erhalten; die ausgehend von der Aus-
nehmungsgestalt der Masterscheibe zu einer ge-
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wlinschten Ausnehmungsgestalt verandert ist. Folg-
lich 14t sich die Anfasbearbeitung derart ausfihren,
daf} die abschlieRend angefaste Gestalt eines schei-
benahnlichen Gegenstandes eine gewlnschte Ge-
stalt hat.

[0025] Die Anfasvorrichtung nach der Erfindung ist
ferner vorzugsweise derart ausgelegt, daf3 sie eine
Messmaschine zum Messen der Querschnittsgestalt
des Umfangsrandes des scheibenahnlichen Gegen-
stands nach der Anfasbearbeitung umfafit, und daf}
die Steuereinrichtung die Bewegungsgrolie der Rela-
tivbewegung nach MaRgabe eines Messwerts fur die
Querschnittsgestalt korrigiert. Bei dieser Ausle-
gungsform wird die Querschnittsgestalt des Um-
fangsrandes des angefasten, scheibendhnlichen Ge-
genstands vermessen, und der Wert wird zu dem
Korrekturvorgang fiir die Ubertragene Gestalt zurlick-
geflhrt, so dal es moglich wird, eine Anfasbearbei-
tung an dem scheibenahnlichen Gegenstand mit ei-
ner genauen Querschnittsgestalt vorzunehmen.

[0026] Wie zuvor angegeben ist, lassen sich mit
dem Abrichtverfahren fiir eine Anfasscheibe und eine
Anfasvorrichtung nach der Erfindung die Ausneh-
mungen auf der Anfasscheibe durch Ubertragen der
Ausnehmungsgestalt der Masterscheibe auf den Au-
Renumfang der Abrichtscheibe ausbilden, und da-
durch, dal die AuBenumfangsgestalt der Abricht-
scheibe auf die Anfasscheibe Ubertragen wird, kann
man eine Ausnehmung mit einer gewunschten Ge-
stalt auf einfache Weise an der Anfasscheibe mit ho-
her Prazision ausbilden. Selbst wenn die Abricht-
scheibe aufgebraucht ist und eine Verformung auf-
tritt, 1aRt sich die Abrichtscheibe auf einfache Weise
reparieren.

[0027] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachstehenden
Beschreibung von bevorzugten Ausfiihrungsformen
unter Bezugnahme auf die beigefugte Zeichnung.
Darin gilt:

[0028] Fig. 1 ist eine Vorderansicht zur Verdeutli-
chung einer Anfasvorrichtung gemaf einer bevor-
zugten Ausfihrungsform nach der Erfindung;

[0029] Fig. 2 ist eine vergrolierte Ansicht von der
Umgebung eines Wafertisches;

[0030] Fig. 3 ist ein schematisches Diagramm zur
Verdeutlichung einer AuRenumfangsbearbeitungs-
scheibe;

[0031] Fig. 4A bis 4C sind schematische Ansichten
zur Verdeutlichung eines Abrichtverfahrens gemaf
einer bevorzugten Ausfihrungsform nach der Erfin-
dung;

[0032] Fig. 5A bis 5C sind schematische Ansichten
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zur Verdeutlichung eines Abrichtverfahrens gemaf
einer bevorzugten Ausfiihrungsform nach der Erfin-
dung;

[0033] Fig. 6A und 6B sind schematische Ansichten
zur Verdeutlichung von weiteren Abrichtvorgangen;

[0034] Fig. 7 ist eine Schnittansicht zur Verdeutli-
chung eines angefasten Querschnitts eines Wafers;

[0035] Fig. 8 ist eine schematische Ansicht zur Ver-
deutlichung eines Abrichtkorrekturvorgangs;

[0036] Fig. 9 ist eine schematische Ansicht zur Ver-
deutlichung eines weiteren Abrichtkorrekturvor-
gangs; und

[0037] Fig. 10 ist eine schematische Ansicht zur
Verdeutlichung einer MeReinrichtung fir die angefas-
te Gestalt.

Ausfihrungsbeispiel

[0038] Eine bevorzugte Ausfihrungsform eines Ver-
fahrens zum Abrichten einer Anfasscheibe und einer
Anfaseinrichtung nach der Erfindung werden nach-
stehend unter Bezugnahme auf die beigeflgte Zeich-
nung naher erlautert. In den Zeichnungen sind glei-
che oder ahnliche Teile mit denselben Bezugszei-
chen versehen.

[0039] Zuerst wird eine Anfasvorrichtung fiir einen
Wafer (scheibenférmiges Gebilde bzw. scheibenahn-
licher Gegenstand) erlautert, welche bei dem Abricht-
verfahren nach der Erfindung zum Einsatz kommt.
Fig. 1 ist eine Vorderansicht zur Verdeutlichung der
Hauptteile einer Anfasvorrichtung. Eine Anfasvorrich-
tung 10 umfaft eine Waferzufuhreinrichtung 20, eine
Scheibendreheinheit 50, eine Waferzufuhr/-aufnah-
meeinheit, eine Waferreinigungs/-trockeneinheit und
eine Wafertransporteinrichtung, welche nicht gezeigt
sind. Ferner ist eine Steuereinrichtung 15 vorgese-
hen, welche nachstehend noch naher gezeigt und er-
lautert wird, und die einen Arbeitsablauf der jeweili-
gen Einheit der Anfasvorrichtung und dergleichen
steuert.

[0040] Die Waferzufuhreinheit 20 hat einen X-Tisch
24, welcher nach der Zeichnung in die X-Richtung
mittels einer X-Achsbasis 21 bewegt wird, welche auf
einem Grundgestell 11 angeordnet ist. Hierzu sind
zwei X-Achsfuhrungsschienen 22 und 22, vier
X-Achslinearfihrungen 23, 23, ..., und eine X-Achs-
antriebseinrichtung 25 vorgesehen, welche eine Ku-
gelumlaufspindel und einen Schrittmotor umfafit.

[0041] Ein Y-Tisch 28 wird in Y-Richtung in der
Zeichnung mittels zwei Y-Achsfiihrungsschienen 26
und 26, vier Y-Achslinearflihrungen 27, 27, ..., und ei-
ner Y-Achsantriebseinrichtung bewegt, welche eine
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Kugelumlaufspindel und einen Schrittmotor (beide
nicht gezeigt) umfallt. Dieser Y-Tisch 28 ist in dem
X-Tisch 24 vorgesehen.

[0042] Ein Z-Tisch 31, welcher mit Hilfe von zwei
Z-Achsflhrungsschienen 29 und 29, und vier
Z-Achslinearfuhrungen gefiihrt ist, welche in der
Zeichnung nicht gezeigt sind, und in der Zeichnung in
Z-Richtung mit Hilfe einer Z-Achsantriebseinrichtung
30 bewegt wird, welche eine Kugelumlaufspindel und
einen Schrittmotor umfaft, ist in dem Y-Tisch 28 vor-
gesehen.

[0043] Ein 6-Achsmotor 32 und eine 6-Spindel 33
sind in dem Z-Tisch 31 vorgesehen, und ein Wafer-
tisch (Aufspanntisch) 34, auf welchem der Wafer W
angebracht ist, bei dem es sich um einen scheiben-
ahnlichen Gegenstand handelt, ist mittels Saugwir-
kung an der 6-Spindel 33 gehalten. Der Wafertisch 34
fuhrt eine Drehbewegung in 8-Richtung in der Zeich-
nung um eine Wafertisch-Drehachse CW aus.

[0044] Eine Abrichtscheibe 41 (welche nachste-
hend als Abrichteinrichtung 41 bezeichnet wird), wel-
che zum Abrichten der Scheibe eingesetzt wird, wel-
che die AbschluRanfasbearbeitung am Umfangsrand
des Wafers W vornimmt, ist an einem unteren Teil
des Wafertisches 34 axial zu der Wafertischdrehach-
se CW angeordnet.

[0045] Der Wafer W und die Abrichteinrichtung 41
werden in 8-Richtung in der Zeichnung gedreht, und
bewegen sich in X-, Y- und Z-Richtung mittels der
Waferzufuhreinheit 20.

[0046] Die Scheibendreheinheit 50 hat eine Aul3en-
umfangsscheibenspindel 51, an der eine Auflenum-
fangsbearbeitungsscheibe 52 angebracht ist, und die
um eine Achse CH mittels eines Umfangsscheiben-
motors (nicht gezeigt) drehangetrieben ist. Ferner hat
diese Einheit 50 eine AuRenumfangsfeinschleifspin-
del 54 und einen Auflenumfangsfeinschleifmotor 56,
welcher an einem Drehtisch 53 angebracht ist, der
oberhalb der Aulienumfangsbearbeitungsscheibe 52
angeordnet ist. Ferner sind eine Ausnehmungsgrob-
schleifspindel 60 und ein Ausnehmungsgrobschleif-
motor 62 und eine Ausnehmungsfeinschleifspindel
57 und ein Ausnehmungsfeinschleifmotor 59 vorge-
sehen.

[0047] Eine Aulienumfangsfeinschleifscheibe 55,
bei der es sich um eine Anfasscheibe zur Ausfuihrung
einer abschlieRenden Schleifbearbeitung am Aulien-
umfang des Wafers W handelt, ist an der AuRenum-
fangsfeinschleifspindel 54 angebracht. Eine Ausneh-
mungsgrobschleifscheibe 51 ist an der Ausneh-
mungsgrobschleifspindel 60 angebracht, und eine
Ausnehmungsfeinschleifscheibe 58 ist an der Aus-
nehmungsfeinschleifspindel 57 angebracht, wobei
diese Ausnehmungsfeinschleifscheibe 58 eine An-
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fasscheibe zur Ausfihrung der abschlielenden
Schleifbearbeitung eines ausgenommenen Teils
dient.

[0048] Die AulRenumfangsfeinschleifscheibe 55, die
Ausnehmungsfeinschleifscheibe 58 und die Ausneh-
mungsgrobschleifscheibe 61 sind an zugeordneten
Arbeitspositionen durch ein Verdrehen des Drehti-
sches 53 positioniert.

[0049] Fig. 2 zeigt die Abrichteinrichtung 41, welche
an dem Wafertisch 34 angebracht ist. Die Abrichtein-
richtung 41 ist an dem unteren Teil des Wafertisches
34 koaxial zu der Wafertischdrehachse CW ange-
bracht und wird in 8-Richtung mittels des 6-Achsmo-
tors 32 in Drehung versetzt, wie dies in Fig. 2 gezeigt
ist. Die obere Flache des Wafertisches 34 ist eine
Saugflache, welche in kommunizierender Verbin-
dung mit einer Vakuumquelle (nicht gezeigt) steht,
und der Wafer W, an welchem eine Anfasbearbeitung
durchzufiihren ist, befindet sich auf der oberen Fla-
che des Wafertisches 34 und ist mittels Saugwirkung
festgehalten.

[0050] Fig. 3 zeigt eine Auslegungsform einer Au-
Renumfangsbearbeitungsscheibe 52. Die AuRenum-
fangsbearbeitungsscheibe 52 hat einen dreistufigen
Aufbau. Ein am weitesten unten liegendes Teil ist
eine Masterscheibe (Muster- bzw. Bezugsscheibe)
52A, welche eine Masterausnehmung 52a hat, wel-
che eine Auflenumfangsgestalt einer Abrichteinrich-
tung 41 bildet, und ein mittlerer Teil ist eine Auf3en-
umfangsgrobschleifscheibe 52A, an der eine AulRen-
umfangsgrobschleifausnehmung 52b fiir den Wafer
W ausgebildet ist. Ein zu oberst liegendes Teil ist eine
Ausrichtabflachung und wird von einer ebenen Aus-
richtfeinschleifscheibe 52D gebildet, bei der es sich
um eine Anfasscheibe handelt, an der eine Orientie-
rungsabflachung und eine Orientierungsabfla-
chungsfeinschleifausnehmung 52d fir den Wafer W
ausgebildet sind. Mittels diesem Teil werden die Ori-
entierungsabflachung und die Ecke der Orientie-
rungsabflachung abschlielRend zur Endbearbeitung
geschliffen.

[0051] Obgleich bei jedem der Scheiben nach Fig. 3
eine Ausnehmung dargestellt ist, was aus Vereinfa-
chungsgrinden der Fall ist, ist tatsachlich eine Mehr-
zahl von Ausnehmungen an jeder der Scheiben aus-
gebildet, um die Deformation der Ausnehmungsge-
stalt infolge des Abriebs auszugleichen.

[0052] Bei dieser bevorzugten Ausfiihrungsform
wird fur die Abrichteinrichtung 41 eine scheibenférmi-
ge GC-Scheibe mit im wesentlichen dem gleichen
Durchmesser und der gleichen Dicke wie der Wafer
W eingesetzt, welcher hiermit zu bearbeiten ist, und
die Korngrofte der Schleifscheibe belauft sich auf
#320.
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[0053] Die Masterscheibe 52A ist eine metallgebun-
dene Scheibe und hat Schleifkdrner mit einem Durch-
messer von 202 mm und hat eine Korngréf3e von
#600. Die AuRenumfangsgrobschleifscheibe 52B ist
eine metallgebundene Scheibe mit Diamantschleif-
korn mit einem Durchmesser von 202 mm und hat
eine KorngréRe von #800. Die Orientierungsabfla-
chung- und Orientierungsabflachungseck-Fein-
schleifscheibe 52D ist eine harzgebundene Scheibe
mit Diamantschleifkorn mit einem Durchmesser von
202 mm und einer Korngrofe von #3.000.

[0054] Die Auflienumfangsfeinschleifscheibe 55 ist
eine harzgebundene Scheibe mit Diamantschleifkorn
mit einem Durchmesser von 50 mm und einer Korn-
groéRe von #3.000. Fur die Ausnehmungsgrobschleif-
scheibe 61 wird eine harzgebundene Schleifscheibe
mit Diamantschleifkorn eingesetzt, welche einen klei-
neren Durchmesser, beispielsweise einen Durch-
messer von 1,8 mm bis 2,4 mm hat, sowie eine Korn-
gréBe von #800. Fur die Ausnehmungsfeinschleif-
scheibe 58 wird eine harzgebundene Schleifscheibe
mit Diamantschleifkorn eingesetzt, welche einen klei-
nen Durchmesser, beispielsweise einen Durchmes-
ser von 1,8 mm bis 2,4 mm hat, und eine KorngréR3e
von #4.000.

[0055] Die Aulenumfangsschleifspindel 51 ist eine
Spindel, welche mittels eines eingebauten Motors
unter Einsatz eines Kugellagers angetrieben wird,
und eine Drehbewegung mit einer Drehzahl von
8.000/min ausfihrt. Die AuRenumfangsfeinschleif-
spindel 54 ist eine Spindel, welche mittels eines ein-
gebauten Motors unter Einsatz eines Luftlagers an-
getrieben wird, und eine Drehbewegung mit einer
Drehzahl von 35.000 1/min ausfuhrt.

[0056] Die Ausnehmungsgrobschleifspindel 60 ist
eine Spindel, welche mittels einer Luftturbine unter
Einsatz eines Luftlagers angetrieben wird und eine
Drehbewegung mit einer Drehzahl von 80.000 1/min
ausfuhrt. Die Ausnehmungsfeinschleifspindel 57 ist
eine Spindel, welche mit einem eingebauten Motor
unter Einsatz eines Luftlagers angetrieben wird, und
eine Drehbewegung mit einer Drehzahl von 150.000
1/min ausfuhrt.

[0057] Die nahere Erlauterung der weiteren Bautei-
le der Anfasvorrichtung 10 wird weggelassen, da es
sich hierbei um an sich bekannte Einzelheiten han-
delt.

[0058] Nunmehr soll ein Abrichtverfahren nach der
Erfindung naher erldutert werden. Zu allererst erfolgt
eine Anfasbearbeitung an dem AufRenumfang der
Abrichteinrichtung 41 mit der Masterscheibe 52A. Bei
dieser Bearbeitung dreht sich die Masterscheibe 52A
mit einer Drehzahl von 8.000 1/min. Der Z-Tisch 31
wird mittels der Z-Achsantriebseinrichtung 30 in die-
sem Zustand bewegt, und die H6he der Abrichtein-
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richtung 41 ist in einer Héhe unter Zuordnung zu der
Masterausnehmung 52a der Masterscheibe 52A po-
sitioniert.

[0059] Dann wird der Y-Tisch 28 in Richtung auf die
Masterscheibe 51A bewegt. Fig. 4A zeigt diesen Zu-
stand. Durch die Bewegung des Y-Tisches 28 in
Y-Richtung wird das Auflenumfangsteil der Abricht-
einrichtung 41 in die Masterausnehmung 52a der Ma-
terscheibe 52A eingeschnitten, und der Wafertisch
34 fuhrt langsam eine Drehbewegung mittels des
B-Achsmotors 32 aus, wodurch das AuRenumfangs-
teil der Abrichteinrichtung 41 angefast wird, und die
Form der Masterausnehmung 52a auf das AuRenum-
fangsteil der Abrichteinrichtung 41 Ubertragen wird.

[0060] Fig. 4B zeigt diesen Zustand. Wie dann in
Fig. 4C gezeigt ist, wird die Abrichteinrichtung 41 in
Richtung von der Masterscheibe 52A weg bewegt,
und die Ubertragung von der Querschnittsgestalt der
Masterausnehmung 52a der Masterscheibe 52A auf
die Querschnittsgestalt des aufReren Umfangsteils
der Abrichteinrichtung 41 ist abgeschlossen.

[0061] Unter Einsatz der Abrichteinrichtung 41, an
deren aufleren Umfangsteil die Querschnittsgestalt
der Masterausnehmung 52a Ubertragen worden ist,
wird die Feinschleifausnehmung 52d auf der Orien-
tierungsabflachung und der Orientierungsabfla-
chungsecke mit Hilfe der Feinschleifscheibe 52d
ausgebildet. Bei diesem Verfahrensschritt wird der
Z-Tisch 31 mittels der Z-Achsantriebseinrichtung 30
zuerst bewegt, und die Hohe der Abrichteinrichtung
41 wird an die Ausnehmungsausbildungsposition der
Orientierungsabflachung und der Orientierungsabfla-
chungsecke der Feinschleifscheibe 52D positioniert,
wie dies in Fig. 5A gezeigt ist.

[0062] Dann wird die Abrichteinrichtung 41 mit ho-
her Geschwindigkeit gedreht und in Y-Richtung be-
wegt, und die Orientierungsabflachung und die Ori-
entierungsabflachungsecke werden mittels der Fein-
schleifscheibe 52d eingeschnitten. Die Orientie-
rungsabflachung und die Orientierungsabfla-
chungsecke mit der Feinschleifscheibe 52d flihrt
langsam eine Drehbewegung aus, wodurch die Fein-
schleifausnehmung 42d ausgebildet wird. Dann wird
die Abrichteinrichtung 41 in Y-Richtung zuruck be-
wegt, und die Ausbildungsbearbeitung fiir die Fein-
schleifausnehmung 52d auf der Orientierungsabfla-
chung und der Feinschleifscheibe 52d mit der Orien-
tierungsabflachungsecke ist abgeschlossen.

[0063] Die Querschnittsgestalt der Masterausneh-
mung 52a der Masterscheibe 52A wird auf das Au-
Renumfangsteil der Abrichteinrichtung 41 tbertragen
und wird auf die Feinschleifscheibe 52D mit der Ori-
entierungsabflachung und der Orientierungsabfla-
chungsecke von der Abrichteinrichtung 41 Ubertra-
gen, wobei die Querschnittsgestalt der Masteraus-

2005.06.23

nehmung 52a der Masterscheibe 52A auf die Fein-
schleifausnehmung 52d der Orientierungsabfla-
chung und der Orientierungsabflachungsecke der
Feinschleifscheibe 52D Ubertragen wird.

[0064] Bei der Ausbildung der Feinschleifausneh-
mung auf dem AulRenumfang der Feinschleifscheibe
55 wird die Querschnittsgestalt der Masterausneh-
mung 52a der Masterscheibe 52A mittels der Uber-
tragung Uber die Abrichteinrichtung 41 ausgebildet,
sowie die Feinschleifausnehmung 52d der Orientie-
rungsabflachung und der Orientierungsabfla-
chungsecke der Feinschleifscheibe 52D.

[0065] Die Ausbildung der Feinschleifausnehmung
auf der Ausnehmungsfeinschleifscheibe 58 erfolgt
auf genau die gleiche Weise, und die Querschnittsge-
stalt der Masterausnehmung 52a der Masterscheibe
52A wird durch die Ubertragung mittels der Abricht-
einrichtung 41 ausgebildet.

[0066] Das Abschlussschleifen der Anfasbearbei-
tung an dem Wafer W wird dadurch vorgenommen,
daf die Auenumfangsfeinschleifscheibe 55, die Ori-
entierungsabflachung- und die Orientierungsabfla-
chungseck-Feinschleifscheibe 52D oder die Ausneh-
mungsfeinschleifscheibe 58 eingesetzt wird, welche
auf die vorstehend beschriebene Weise abgerichtet
ist.

[0067] Wie zuvor beschrieben worden ist, wird die
Querschnittsgestalt der Masterausnehmung 52a der
Masterschleifscheibe 52A auf das AulRenumfangsteil
der Abrichteinrichtung 41 Ubertragen, und die Fein-
schleifscheibe wird unter Einsatz der Abrichteinrich-
tung 41 abgerichtet. Daher sind Arbeiten zum Zen-
trieren mit hoher Prazision von der Abrichteinrichtung
41 und der Feinschleifscheibe bezlglich der jeweili-
gen Drehachse nicht erforderlich, und das Abrichten
kann mit denselben Verfahrensschritten wie die An-
fasbearbeitung am Wafer W ausgefiihrt werden. So-
mit 1aBt sich ein hochgenaues Abrichten auf einfache
Weise an der Maschine vornehmen. Es ist nicht erfor-
derlich, dal® man eine gro® bemessene Abrichtein-
richtung in der Anfasvorrichtung 10 vorsieht.

[0068] Bei der zuvor beschriebenen bevorzugten
Ausfihrungsform erfolgen die Erlduterungen bei-
spielsweise im Zusammenhang mit dem Abrichten
des Formschleifens, aber die Erfindung kann auch
beim Abrichten einer Ublichen, mit Ausnehmungen
versehenen Schleifscheibe eingesetzt werden. Wie
insbesondere in Fig. 6A gezeigt ist, wird die obere
Seitenflache 52e der Ausnehmung mittels der Ab-
richteinrichtung 41 zuerst abgerichtet, dann wird ent-
sprechend Fig. 6B ein Ausnehmungsgrund 52f bei
einer Absenkbewegung der Abrichteinrichtung 41 im
Anschlu} daran ausgebildet, und schlieRlich wird
eine untere Seitenflache 52g der Ausnehmung abge-
richtet, wodurch die Seitenflachengestalt der Master-
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ausnehmung 52a auf die obere Seitenflache 52e und
die untere Seitenflache 52g Ubertragen werden kann.

[0069] Nunmehr wird die Korrektur der Abrichtform
naher erlautert. Bei der Anfasbearbeitung an dem
Wafer W werden eine Lange X3 des linearen Ab-
schnitts der Seitenflache des Wafers W und die Ab-
messung der Krimmungsradien R1 und R2 des Ver-
bindungsabschnitts des linearen Abschnitts der Sei-
tenflache und die geneigten Anfasabschnitte nach
Fig. 7 im allgemeinen als wesentlich erachtet.

[0070] Die Masterausnehmung 52a der zuvor be-
schriebenen Masterscheibe 52A ist genau bearbei-
tet, indem man auf zeitaufwendige Weise eine Ma-
schine mit elektrischer Entladung oder dergleichen
einsetzt, aber zum Zeitpunkt der Ubertragung auf die
Abrichteinrichtung 41 von der Masterschleifscheibe
52A und zum Zeitpunkt der Ubertragung auf die Fein-
schleifscheibe von der Abrichteinrichtung 41 kann die
Gestalt der Masterausnehmung 52a der Master-
scheibe 52A nicht auf die Feinschleifscheibe auf ge-
naue Weise Ubertragen werden, was auf einen Rund-
lauffehler oder eine Auslenkung an der Abrichtein-
richtung 41 und den jeweiligen Schleifscheiben zu-
rickzufiihren ist.

[0071] Folglich wird bei dem Abrichtverfahren ge-
mal der bevorzugten Ausfiihrungsform nach der Er-
findung eine UbertragungsversetzungsgréRe, welche
infolge des Rundlauffehlers oder der Auslenkung der
Abrichteinrichtung 41 und der jeweiligen Schleif-
scheiben auftritt, zuvor gemessen, und die Master-
ausnehmung 52a der Masterscheibe 52A ist unter
Berlicksichtigung der Ubertragungsversetzungsgro-
Re ausgelegt. Hierdurch IaRt sich eine vorbestimmte
Ausnehmungsgestalt an der Feinschleifscheibe aus-
bilden.

[0072] Bei einer anderen bevorzugten Ausfihrungs-
form wird die Abrichtkorrekturbearbeitung nach
Fig. 8 in der Steuereinrichtung 15 programmiert, und
es wird eine Abrichtkorrekturbearbeitung zum Zeit-
punkt des Abrichtens ausgefiihrt. Wenn beispielswei-
se die Lange X3 des linearen Abschnitts der Seiten-
flache klein wird, wenn die Ubertragung auf die Ab-
richteinrichtung 41 von der Masterausnehmung 52a
der Masterscheibe 52A vorgenommen wird, schreitet
die Abrichteinrichtung 41 in Richtung der Mitte der
Masterausnehmung 52a zuerst (1) ein, die Abricht-
einrichtung 41 wird um %2 der Korrekturgrof3e von X3
angehoben und eingeschnitten (2), und schlie8lich
wird die Abrichteinrichtung 41 von der ersten Hohe
um %2 der KorrekturgréRe von X3 abgesenkt und ein-
geschnitten (3), wie dies in Fig. 8 gezeigt ist. Durch
einen solchen Korrekturvorgang kann die Ubertra-
gung erfolgen, wenn X3 klein ist.

[0073] Wenn beispielsweise X3, R1 und R2 grof
sind und wenn die Ubertragungsabrichtung an der
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Feinschleifscheibe ausgehend von der Abrichtein-
richtung 41 vorgenommen wird, bewegt sich nach
dem Einschneiden der Abrichteinrichtung 41 in die
Feinschleifscheibe die Abrichteinrichtung 41 in Rich-
tung nach oben und vergréRert X3 um Y2 der Korrek-
turgréfRe von X3 (1), und dann wird R1 durch die Be-
wegung der Abrichteinrichtung 41 in Nachbehand-
lungsrichtung gréRer gemacht, wahrend dem sich die
Abrichteinrichtung 41 nach oben bewegt, wie dies in
Fig. 9 gezeigt ist. Dann wird die Abrichteinrichtung 41
nach unten um %z der Korrekturgrof3e von X3 ausge-
hend von der Position, an der die Abrichteinrichtung
41 zuerst in die Feinschleifscheibe einschneidet (3)
nach unten bewegt, und schlief3lich wird R2 dadurch
grold gemacht, dald die Abrichteinrichtung 41 in Nach-
bearbeitungsrichtung bewegt wird, wahrend dem
sich die Abrichteinrichtung 41 nach unten bewegt.

[0074] Durch Ausfihren einer solchen Korrekturbe-
arbeitung kénnen X3, R1 und R2 in grolkem Malde
abgerichtet werden.

[0075] Bei dieser weiteren bevorzugten Ausfih-
rungsform laf3t sich nicht nur eine Korrekturibertra-
gungsversetzungsgrofle vornehmen, sondern sie ist
auch fur den Fall geeignet, bei dem die Anfasgestalt
sich infolge einer Anderung der Art des Wafers W &n-
dert, wenn man diesen Korrekturvorgang vornimmt,
vorausgesetzt, daR die AnderungsgréRe nicht zu
grof ist.

[0076] Eig. 10 ist ein Diagramm zur Verdeutlichung
einer MeReinrichtung (Messmaschine) 70, die an der
Anfaseinrichtung 10 vorgesehen ist und den Anfas-
zustand des Wafers W vermisst. Die MeReinrichtung
70 umfaldt einen Messtisch 71, welcher zusammen
mit dem darauf angebrachten Wafer W eine Drehbe-
wegung ausfihrt, eine CCD-Kamera (fur die obere
Flache) 72, welche an dem Umfangsrand des Wafers
W angeordnet ist, und ein Bild von der Anfasgestalt
aufnimmt, eine CCD-Kamera (fir die Unterseite) 73,
eine CCD-Kamera (fir die Seitenflache) 74, eine
LED-Ausleuchteinrichtung 75, eine Bildverarbei-
tungseinheit 76, einen Monitor 77 und dergleichen.

[0077] Die Umfangsrandabschnittbilder des Wafers
W, welche mittels der CCD-Kamera (fur die obere
Flache) 72, die CCD-Kamera (fir die Unterseite) 73,
die CCD-Kamera (fur die Seitenflache) 74 werden ei-
ner Signalverarbeitung in der Bildbearbeitungseinheit
76 unterzogen und an die Steuereinrichtung Ubertra-
gen. Die Anfasgestaltabmessungen werden arithme-
tisch ermittelt.

[0078] Die Steuereinrichtung 15 kann den Abricht-
korrekturvorgang nach Mafgabe der Anfasgestaltab-
messung des Wafers W steuern, welche man mit Hil-
fe der MeReinrichtung 70 erhalt, und somit kann ein
optimales Abrichten auf die gewlinschte Anfasgestalt
erfolgen, was auf einfache Weise an der Maschine

8/20



DE 10 2004 054 104 A1

ausgefiihrt werden kann.

[0079] Die Umfangsrandabschnittsgestalt der Ab-
richteinrichtung 41, fir die die Anfasbearbeitung mit-
tels der Masterscheibe 52A durchgefiihrt wird, wird
mit der MeReinrichtung (Messmaschine) ausgemes-
sen, und der Anfaskorrekturvorgang der Abrichtein-
richtung 41 1aRt sich nach MaRgabe der erhaltenen
Messdaten steuern.

[0080] Nachdem eine vorbestimmte Anzahl von An-
fasbearbeitungen ausgefiihrt worden ist, kann eine
optimale Abrichtung auf automatische Weise erfol-
gen, und daher wird die vorteilhafte Anfasbearbei-
tung immer vorgenommen.

[0081] Bei der zuvor angegebenen bevorzugten
Ausfuhrungsform erfolgte die Erlauterung im Zusam-
menhang mit den Materialien, den Abmessungen,
den KorngréRRen, der Drehzahl und dergleichen von
der Abrichteinrichtung 41 und den jeweiligen spezifi-
ziert angegebenen Schleifscheiben, obgleich die Er-
findung hierauf nicht beschrankt ist, vorausgesetzt,
dall die Ausnehmungsgestalt der Masterausneh-
mung 52a der Masterscheibe 52A auf die Abrichtein-
richtung 41 Ubertragen werden kann und auch die
Schleifscheibe zur Bearbeitung von der Abrichtein-
richtung 41 Ubertragen werden kann. Bei der Erfin-
dung kénnen unterschiedliche Materialien, Abmes-
sungen, Korngrofken, Drehzahlen und dergleichen
vorgesehen werden.

Patentanspriiche

1. Abrichtverfahren fur eine Anfasscheibe zum

Ausfuhren einer Anfasbearbeitung an einem Um-
fangsrand eines scheibendhnlichen Gegenstands,
welches die folgenden Schritte aufweist:
Ausfiihren der Anfasbearbeitung an einer Abricht-
scheibe (41) mit einer Masterscheibe (52A), welche
eine gewunschte Ausnehmungsgestalt hat, und Aus-
bilden einer Umfangsrandgestalt der Abrichtscheibe
(41) mit einer gewlinschten angefasten Gestalt; und
Ubertragen der Ausnehmungsgestalt der Master-
scheibe (52A) auf die Anfasscheibe (52D), indem
eine Ausnehmungsbearbeitung an der Anfasscheibe
(52D) mittels der angefasten Abrichtscheibe (41) er-
folgt, um die Ausnehmung mit der gewiinschten Ge-
stalt an der Anfasscheibe (52D) auszubilden.

2. Abrichtverfahren fir eine Anfasscheibe nach
Anspruch 1, bei dem als Abrichtscheibe (41) eine
GC(Siliziumcarbid im Rohzustand)-Scheibe oder
eine  WA(weiltes, erschmolzenes Aluminiumo-
xid)-Scheibe eingesetzt wird.

3. Abrichtverfahren fiir eine Anfasscheibe nach
Anspruch 1 oder Anspruch 2,
bei dem eine Schleifscheibe mit Metallbindung dia-
mantenbesetzt oder eine diamantenbesetzte elektro-
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chemisch gebildete Scheibe fiir die Masterscheibe
(52A) eingesetzt wird, und

bei der eine harzgebundene mit Diamanten besetzte
Scheibe fir die Anfasscheibe (52D) eingesetzt wird.

4. Abrichtverfahren fir eine Anfasscheibe nach
einem der Anspriiche 1, 2 und 3, bei der die Anfas-
scheibe (52D), welche abgerichtet ist, eine Anfas-
scheibe fur eine abschlieRende Schleifbearbeitung
ist.

5. Abrichtverfahren fir eine Anfasscheibe nach
Anspruch 1, bei dem unter Beriicksichtigung einer
FormversetzungsgréRe, welche zum Zeitpunkt der
Ubertragung der Ausnehmungsgestalt auftritt, die
GestaltversetzungsgréRe zuvor bei der Gestalt der
Ausnehmung der Masterscheibe (52A) bericksich-
tigt wird.

6. Abrichtverfahren fir eine Anfasscheibe nach
Anspruch 1, bei dem dann, wenn die Anfasbearbei-
tung an der Abrichtscheibe (41) mit der Masterschei-
be (52A) ausgeflihrt wird, und eine Querschnittsge-
stalt der Ausnehmung, welche an der Masterscheibe
(52A) ausgebildet ist, als eine Querschnittsgestalt
des Umfangsrandes der Abrichtscheibe (41) Ubertra-
gen wird, und die Masterscheibe (52A) und die Ab-
richtscheibe (41) relativ bewegt werden, um eine
Ubertragungsgestalt um eine vorbestimmte GréRe zu
verandern.

7. Abrichtverfahren fir eine Anfasscheibe nach
Anspruch 1, bei dem dann, wenn die Ausnehmungs-
bearbeitung an der Anfasscheibe (52D) mit der Ab-
richtscheibe (41) vorgenommen wird, und die Aus-
nehmungsgestalt der Masterscheibe (52A) auf die
Anfasscheibe (52D) ubertragen wird, die Abricht-
scheibe (41) und die Anfasscheibe (52D) relativ be-
wegt werden, um eine Ubertragungsgestalt um eine
vorbestimmte Grofe zu verandern.

8. Abrichtverfahren fir eine Anfasscheibe nach
Anspruch 6 oder Anspruch 7, welches ferner die fol-
genden Schritte aufweist:

Ausfihren einer Anfasbearbeitung auf dem Um-
fangsrand des scheibendhnlichen Gegenstands un-
ter Einsatz der abgerichteten Anfasscheibe (52D);
Messen der Querschnittsgestalt des Umfangsrandes
des scheibenahnlichen Gegenstands nach der Bear-
beitung; und

Korrigieren einer Bewegungsgrofie der relativen Be-
wegung nach Malgabe eines Messwertes fir die
Querschnittsgestalt.

9. Anfasvorrichtung zum Ausfuhren einer Anfas-
bearbeitung an einem Umfangsrand eines scheiben-
ahnlichen Gegenstands, welche folgendes aufweist:
eine Masterscheibe (52A), die auf derselben Achse
wie die AuRenumfangs-Grobschleifscheibe (52B)
zum Grobanfasen des Umfangsrandes des schei-
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benahnlichen Gegenstands vorgesehen ist, und eine
gewinschte Ausnehmungsgestalt hat;

eine Abrichtscheibe (41) auf derselben Achse wie
eine Drehachse des Aufspanntisches (34) vorgese-
hen ist, welche mit dem auf dem Aufspanntisch (34)
angebrachten scheibenahnlichen Gegenstand eine
Drehbewegung ausfihrt; und

eine Feinschleifscheibe (52D), welche eine abschlie-
Rende Anfasung des Umfangsrandes des scheiben-
ahnlichen Gegenstands vornimmt,

wobei die Anfasbearbeitung an der Abrichtscheibe
(41) mit der Masterscheibe (52A) vorgenommen
wird, und die Umfangsrandgestalt der Abrichtscheibe
(41) mit einer gewiinschten angefasten Gestalt aus-
gebildet wird;

wobei die Ausnehmungsgestalt der Masterscheibe
(52A) auf die Feinscheibe (52D) dadurch Gbertragen
wird, daf® die Ausnehmungsbearbeitung an der Fein-
schleifscheibe (52D) mit der angefasten Abricht-
scheibe (41) vorgenommen wird, um das Abrichten
vorzunehmen und die Ausnehmung mit einer ge-
wilnschten Gestalt an der Feinschleifscheibe (52D)
auszubilden; und

wobei die AbschlufRanfasung des Umfangsrands des
scheibenahnlichen Gegenstands mit der abgerichte-
ten Feinschleifscheibe (52D) vorgenommen wird.

10. Anfasvorrichtung nach Anspruch 9, welche
ferner folgendes aufweist:
eine Steuereinrichtung (15) fur die relative Bewegung
der Masterscheibe (52A) und der Abrichtscheibe
(41), um die Ubertragungsgestalt um eine vorbe-
stimmte GroRe zu verandern, wenn die Anfasbear-
beitung an der Abrichtscheibe (41) mit der Master-
scheibe (42A) vorgenommen wird, so dal} die Quer-
schnittsgestalt der Ausnehmung, die an der Master-
scheibe (52A) ausgebildet ist, als Querschnittsgestalt
des Umfangsrandes der Abrichtscheibe (41) Ubertra-
gen wird.

11. Anfasvorrichtung nach Anspruch 9, welche
ferner folgendes aufweist:
eine Steuereinrichtung (15) zum relativen Bewegen
der Abrichtscheibe (41) und der Feinschleifscheibe
(52D), um die Ubertragene Gestalt um eine vorbe-
stimmte GroRe zu verandern, wenn die Ausneh-
mungsbearbeitung an der Feinschleifscheibe (52D)
mit der Abrichtscheibe (41) vorgenommen, und die
Ausnehmungsgestalt der Masterscheibe (52A) auf
die Feinschleifscheibe (52D) tbertragen wird.

12. Anfasvorrichtung nach Anspruch 10 oder An-
spruch 11, welche ferner folgendes aufweist:
eine MeRmaschine (70) zum Vermessen der Quer-
schnittsgestalt des Umfangsrandes des scheiben-
ahnlichen Gegenstands nach der Anfasbearbeitung,
wobei die Steuereinrichtung (15) die Bewegungsgro-
Re der relativen Bewegung nach MalRgabe eines
Messwertes flr die Querschnittsgestalt korrigiert.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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FIG. 9

19/20



2005.06.23

DE 10 2004 054 104 A1

FIG. 10

Bunjyouoasejuy

.

——— -

gmp=

yosnssew | /

19JEM \S ~

(syoryusyjeg aip 1Y) .V N

jlll eswey-good

~N4

Bumyons|

-sny-Q37 nhl F

Jopuopw /) /.

(syoeeqo %/
any) smss_.aooN L

jlayuie
© -sBunyiequeaqpiig ON

ROTA At

(ouss
-19)un 8ip 1ny)
elawey-god MF

20/20



	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

